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Měření rentgenové reflektivity se běžné využívá k vyhodnocení parametrů vzorků s tenkými 
vrstvami, jako jsou tlouštky vrstev, jejich relativní elektronové hustoty a drsnosti rozhraní. Ke 
zpracování získaných dat lze v některých případech využít komerčně dostupný software, který 
však postrádá například implementaci gradientní hustoty. Proto se běžně využívá vlastních 
vypřesňovacích skriptů. Náplní tohoto projektu tedy bude vytvoření vlastního programu 
s grafickým uživatelským rozhraním na zpracování dat z rentgenové reflektivity. 
 
Práce na projektu zahrnuje tyto body: 

1. Nastudování teorie měření rentgenové reflektivity, aby byla možná její implementace 
do výsledného programu 

2. Vytvoření vlastního programu na zpracování dat z měření rentgenové reflektivity (buď 
v MatLabu nebo v libovolném programovacím jazyku jako stand alone aplikaci). 
Program by měl umožňovat následující: Navolit libovolný substrát, počet vrstev a 
jejich typ, pracovat s gradientními hustotami vrstev, při fitování fixovat libovolný 
počet parametrů, implementovat dodatečné podmínky omezující fit (například rovnost 
hustot na rozhraní vrstev). 

3. Otestování funkčnosti vytvořeného programu na zadaném vzorku dat 

 
Obrázek 1: Rentgenová reflektivita měřená s měďenou lampou na vzorku 

Pt(1 nm)/Co2FeGa0.5Ge0.5(18 nm)/MgO(substrát) 
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